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Przyrzad wedlug wynalazku jest przeznaczo-
xiy do mierzenia powlok niemagnetycznych np.
lakieréw, emalii albo metali nalozonych ognio-
wo lub elektrolitycznie, np. cyny, cynku, chro-
mu lub miedzi, na przedmiotach z materiaiéw
ferromagnetycznych, np. na stali, staliwie, zeli-
wie. )

Przyrzad sklada sig¢ z sondy i ukladu pomia-
rowego. Pomiar wykonuje sie przez ustawienie
sondy na badanej powierzchni i odczytanie
wskazZnika w ukladzie pomiarowym.

Pomiary moga by¢é wykonywane zar6wno na
powierzchniach plaskich jak wypukiych i wkle-
stych. Zakres pomiaru grubo$ci warstwy wyno-
si od 0 do 200 mikronéw.

Przyrzad wedlug wynalazku jest przedstawio-
ny schematycznie na rysunkach, przy czym fig.
1 przedstawia sonde, a fig. 2 — uklad pomiaro-
wy ze wskaZnikiem. Rdzen magnetyczny sondy
stanowia (fig. 1) dwie kolumny 1 zakonczone
poikolisto . 2 i polgczone prostopadtosciennym

k) Wiasciciel patentu o$wiadczytl, ze tworca wynalazku
jest inz, Adam Stryk.

jarzmem 3. Na jednej kolumnie znajduje - sie
uzwojenie pierwotne 4, zasilane pragdem zmien-
nym, a na drugiej kolumnie znajduje sie¢ uzwo-
jenie wtérne 5, w ktérym indukuje sie¢ napiecie
zalezne od grubosci mierzonej powloki. W cza-
sie’ pomiaru, gdy sonda spoczywa na powloce
badanej, calo§é pracuje jak transformator
o zmiennej szczelinie niemagnetyecznej, przy
czym w obwdd magnetyczny wigcza sie magne-
tyczny material przedmiotu badanego.

Uklad pomiarowy wedtug fig. 2 jest wzmac--
niaczem napieciowym, zakonczonym wtérnikiem
katodowym i prostownikiem synchronicznym.

Na wejsciu wzmacniacza podaje -sie réznice
napiecia. sondy ‘i regulowanego co do wielkoSci
napiecia kompensujacego. Dzigki temu wskaz-
nik ukladu wskazuje odchylki napiecia sondy
wzgledem wyregulowanej wartoSci obranej.
Przez regulacje wzmocnienia wzmacniacza moz-
na dowolnie ustali¢ wielkoS§ci odchylki powodu-
jacej petne wychyleme wskaznika.



Obie wymienione regulacje umozliwiaja uzy-
skanie wychylen 0 i maksimum przy dwéch -
réznych, gdbyvolnie obranych napieciach wtor-
nych sondy,”a tym samym przy dwo6ch réznych
grubo$ciach powlok.

Za pomocg tych regl.ilacji_ -wykonuje sie¢ tak
zwane wyskalowanie wskazan miernika, maja-

ce na celu wyeliminowanie wplywu przenikal-

no$ci magnetycznej
ktadnos¢ wskazan.

Przykladowo podano ponizej niektére liczbo-
we dane konkretnego modelu miernika.

Sonda. Wymiary sondy nie przekraczajg kil-
kunastu mm. Napigcie wtérne sondy zmienia
sie w granicach 4420 mV. :

Uklad elektryczny. Wzmocnienie wzmacnia-
cza bez ujemnego sprzezenia zwrotnego — 4000,
ze sprzezeniem zwrotnym — 590.

Wskaznik — 100 , A, o oporze 500 Q :

Napiecie wejSciowe wzmacniacza powodujgce
~ pelne wychylenie wskaznika — 1mV.

Uzyte typy lamp: 3xEF22, 1xAZ1, 1xStV280/40.

Zakres pomiaru. Krzywe cechowania wyko-
nano w zakresach pomiaru grubo$ci w funkcji
wychylen wskaznika wynoszacych:

0—6, 6—20, 20—100, 100—200 .

Minimalne wymiary przedmiotu przy wyko-
nywaniu dokladnego pomiaru piytki wynosza
30x30x0,3 mm, a pretéw — @ 8—10 mm.

" Dokladno§é pomiaréw nie gorsza niz *
przecietnie £ (2-5)%.

Przyklad postugiwania sie miernikiem. Na
lezy wykonaé¢ pomiary gruboSci powlok na
priédmiotach z jednakowego materiatu. Gru-
bos¢ powloki lezy w zakresie 6—20 . .

Aby postuzyé sie krzyws cechowania tego za-
kresu, wykonuje sie uprzednio skalowanie wska-
zan. W tym celu Sciera sig¢ pokrycie na jednym
z przedmiotéw (albo postuguje plytka z takiego
samego materiatu) i poprzez folie o grubosci
dokladnie 6 i 20 ;, ustawia na nich sonde. R6w-
noczesnie przy pomocy wspomnianych wyze)
regulacji reguluje uklad tak, aby miernik wska-
zywal 6 1 20 p

Po skalowaniu nastepujg wiasciwe pomiary.

W przypadku gdy skalowanie wskazan jest
niemozliwe, pomiar wykonuje si¢ w sposéb na-
stepujacy.

materialu podloza na do-

10%/0,

Bitk 2120 18.8.55 r. 100 A-4 pism. kl 7 gr 60 T-6-155

- Ustawia sie¢ sonde na nieznanym pokryciu
i wykonuje odczyt wskaznika.
Z kolei ustawia sie sonde przez folie o gru-.

" bosciach d i d mikronéw, przy czym odczyt

wynosi a i a_ dziatek. Grubos¢ pokrycia d obli-
cza sig z wzoru

1g d/d, = a —a . 1g dz/d1
a, — 4,

w ktérym a — odczylany pomiar dla sondy bez
folii dodatkowych. Postepowanie takie uzasad-
nia sie tym, ze przebieg napiecia wtornego son-
dy ma w zakresach 6—20, 20—100, i 100—200,,,
charakter prostoliniowy, gdy przedstawi sie go
w zalezno$ci od logarytgu grubosci pokrycia.

Zastrzezenia patentowe

1. Przyrzad do mierzenia grubosci powlok nie-
magnetycznych na podiozu magnetycznym,
znamienny tym, ze skiada sie z sondy oraz
ukladu mierniczego, przy czym rdzen mag-
netyczny sondy skiada sie z dwodch . okrg-
glych kolumn (1) zakonczonych z jednej stro-
ny poétkolisto (2), a z drugiej strony 13cza-
cych sie z prostopadioiciennym jarzmem.

2. Przyrzad wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
%e jedna kolumna jest zaopatrzona w uzwo-
jenie pierwotne (4), zasilane przdem zmien-
nym, a druga — w uzwojenie wtorne, w kto6-
rym napiecie jest indukowane.

3. Przyrzad wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny
tym, ze wuzyskanie zerowego wychylenia
wskaznika dla dowolnej wartoéci grubosci
pokrycia zrealizowane jest przez dodanie w
szereg z napieciem sondy napigcia kompen-
sujgcegé o regulowanej amplitudzie i pize-
ciwnej fazie oraz zastosowanie fazoczulego

prostownika roéznicy tych napieé, po ich
wzmocnieniu. :
4. Przyrzad wedlug zastrz. 1 — 3, znamienny

tym,-ze uzyskanie pelnego wychylenia wska-
znika dla dowolnej wartosci grubo$ci pokry-
cia zrealizowane jest przez zastosowanie re-
gulacji wzmocnienia wzmacniacza ukladu
elektrycznego.
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